UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Doctorado en Materiales y Nanociencia

DATOS GENERALES

Nombre del Curso
Microscopia Electrénica

PRESENTACION GENERAL

Justificacion

La caracterizacion de materiales es un area muy importante, que permite estudiar
las propiedades fisicas, mecanicas, Opticas, quimicas y magnéticas de diversos
materiales. Actualmente, la microscopia electronica es una de las técnicas mas
poderosas para el estudio de propiedades morfolégicas y estructurales a nivel
nanomeétrico, lo que ha permitido la manipulacién de nuevos materiales a escalas
nanometricas. Por lo tanto, los estudiantes en el area de materiales y nanociencia
deben contar con las bases suficientes en este tipo de técnicas, que les permita
analizar los resultados obtenidos.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos teoricos y practicos del
funcionamiento de los microscopios electronicos y la importancia que tienen este
tipo de sistemas en el campo de los materiales y hanociencia.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Introduccion a la microscopia

Objetivos particulares
Proporcionar al alumno los conceptos basicos de la microscopia electrénica,
tomando como base la microscopia Optica y los conceptos fisicos de la microscopia
electronica.

Temas
1.1.Las limitaciones del ojo humano.
1.2. Microscopia Optica vs microscopia electronica.
1.3.Interaccién de electrones con soélidos.
1.4. Componentes del microscopio electronico de barrido
1.5.La familia de los microscopios

UNIDAD 2
Optica electrénica

Objetivos particulares
Conocer los fundamentos basicos de la microscopia, con un énfasis en la formacion
de la imagen en el microscopio 6ptico y en el microscopio electrénico.
Temas




2.1.Propiedades de una imagen ideal

2.2.Formacion de imagenes con luz

2.3.Formacion de imagenes con electrones
2.4.Comparacion de lentes magnéticas y electrostaticas.
2.5. Defectos de lentes electronicas

UNIDAD 3

Microscopio electronico de transmision (TEM)

Objetivos particulares

Lograr que el estudiante conozca y aplique los conocimientos fundamentales de la
microscopia electrénica de barrido en la formacion de imagenes y en la
interpretacion de los resultados obtenidos.

Temas
3.1 Principios béasicos
3.2 El cafidén de electrones
3.3 Aceleracioén de electrones
3.4 Sistema de lentes electronicas.
3.5 Defectos de lentes electronicas
UNIDAD 4

Microscopio electrénico de barrido (SEM)

Objetivos particulares

Lograr que el estudiante conozca y aplique los conocimientos fundamentales de la
microscopia electrénica de barrido en la formacion de imagenes y en la
interpretacion de los resultados obtenidos.

Temas

4.1Principio de operacion del microscopio electrénico de barrido
4.2 Penetracion de los electrones en un solido

4.3Formacion de imagenes por electrones secundarios
4.4Formacion de imagenes por electrones retrodispersados
4.50tros modos de formacion de imagenes

4.6 Preparacion de muestras para medicién en SEM

UNIDAD 5

Espectroscopia de dispersion de energia dispersiva

Objetivos particulares

Lograr que el estudiante conozca y aplique el andlisis quimico de diversos
materiales en el microscopio electrénico de barrido.

Temas

5.1Fundamentos de la técnica
5.2 Aplicaciones.




TECNICAS DIDACTICAS Y ASPECTOS METODOLOGICOS

Equipo de computo, microscopio electronico de barrido, Materiales Didacticos
(Libros y Articulos especializados).

EQUIPO NECESARIO

- Aula equipada con: pintarrén, mesas, sillas, escritorio con silla, computadora
con cafion, pantalla, marcadores, borrador, apuntador laser;

- biblioteca con ejemplares de los textos sefialados en la bibliografia y

- laboratorio de microscopia electrénica de barrido
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REFERENCIAS ELECTRONICAS (Ultima fecha de acceso:)

Otros Materiales de Consulta:

EVALUACION

SUMATIVA

Aspecto a Evaluar Forma de Evaluacion Evidencia Porcentaje

Trabajo en equipo Proyecto Proye_cto Q,e 20%
Investigacion
Conocimientos Examen Exdmenes parciales 40%
Conocimientos Examen Examen ordinario 20%
Conocimientos Exposicion E)_(pOSlClon del 20%
estudiante ante grupo

Total 100%




